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Ceramiczne, pdlprzewodnikowe warystory na bazie ZnO wykazuja silnie nieliniowa
charakterystyke pradowo-napieciows. Dzieki temu wykorzystuje sie je jako pasywne elementy
odprowadzajace wysokoenergetyczne, udarowe impulsy napieciowe z ukladow elektronicznych i
elektroenergetycznych. Mechanizm dzialania takiego warystora wynika z jego struktury
krystalicznej, w uproszczeniu pokazanej na rys. 1a). Nieliniowe wlasciwosci warystoréw wynikaja,
zgodnie z jednym z przyjetych modeli, z wystepowania podwdjnej bariery Schottkiego w obszarze
granic miedzyziarnowych [1]. Granice te powstaja dzieki domieszkowaniu za pomoca BizO3 ceramiki
warystorowe;j.

W  warunkach eksploatacyjnych, impulsy udarowe, wytwarzajac lokalne wzrosty
temperatury, prowadza do degradacji struktury krystalicznej. Jedna z metod badania zmian
strukturalnych jest spektroskopia dielektryczna, wykonywana w szerokim zakresie
czestotliwosciowym i temperaturowym. Mozna w ten sposéb powigza¢ zmiany wiasciwosci
strukturalnych z parametrami elektrycznymi warystoréw. Prace nad analizg wynikoéw pozwolg na
okreslenie podstawowych parametréw procesu produkcji ceramiki warystorowej tj. temperatury
spiekania, czasu spiekania i czasu mielenia skladnikéw mieszanki warystorowe;.

Metoda spektroskopowa, ktorej wykorzystanie jest mozliwe jeszcze przed metalizacja
elektrod warystora, jest rezonansowa spektroskopia ultradzwiekowa (RUS), ktorej schemat
systemu pomiarowego widoczny jest na rys 1b) [2]. Widmo rezonansowe ukazuje wiasciwosci
mechaniczne badanych obiektéw i pozwala na wyeliminowanie warystoréw posiadajacych defekty
(powierzchniowe i wewnetrzne) na podstawie widma odmiennego od zastosowanego wzorca.

b) mierzony warystor w glowicy pomiarowej
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Rysunek 1: Struktura warystora na bazie ZnO (a), uproszczony schemat systemu
pomiarowego RUS (b) [2].
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